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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 15: Flickermeétre — Spécifications fonctionnelles
et de conception

AVANT-PROPOS

3) Les documents produits se présentent sous la forme de nma dations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports te et agréés comme tels par les Comités
nationaux

4) Dans le but d'encourager l'unification international ionauy/ de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure po ionales de la CEl dans leurs normes

nationales et régionales. Toute divergencg
correspondante doit étre indiquée en terme

droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
© propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

: S e de la CEI 61000-4-15 comprend la premiére édition (1997)
[documents 7 et 77A/190/RVD et son amendement 1 (2003) [documents

Le contenu technique’de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2006. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

*+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 15: Flickermeter — Functional and
design specifications

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization {0 stanar'zatl comprising

participate in this preparatory work. International, governmental and & mzations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate itR>the Intekpational Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions de i e between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tech |ca| m ds nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subje echnical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of‘xeco for iNternational use and are published in the form
of standards, technical specifications, techhjcal i and/they are accepted by the National

Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatin ion ittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to eir national and regional standards. Any
divergence between the | national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no markj indhe its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared i i i{s standards.

6) Attention is draw :
of patent rights. TheAEG shall not be held respansible for identifying any or all such patent rights.

International has been prepared by subcommittee 77A: Low-
frequency phenomena ical committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms sec jon T5 [ the IEC 61000 series. It has the status of a basic EMC
publicati ith TEC guide 107

This consolida on,of IEC 61000-4-15 consists of the first edition (1997) [documents
77A/180/FDI 0/RVD and its amendment 1 (2003) [documents 77A/389/FDIS and

77A/399/RVD.

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2006. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

La CEI 61000- 4 fait partie delas érie des normes 61000 de la CEIl, selon la répartition

suivante:

Partie 1:

Partie 2:

Partie 3:

Partie 4:

Partie 5:

Partie 6:

Partie 9:

Chaque partie est, a s/on

Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Environnement

Description de I’environnement
Classification de I’environnement
Niveaux de compatibilité

Limites

Limites d’émission

Limites d’'immunité (dans la mesure ou elles ne relgve
Techniques d’essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d’essai

Guides d’installation et d’atténuatj

o

Guide d’installation
Normes génériques
Méthodes et dispositifs d’atté
Divers

normes internationales \e de rapports techniques.
Ces sections de Iai dliees dans un ordre chronologique et numérotées en

conséquence.
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INTRODUCTION

IEC 61000-4 is a part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

Part 5:

Part 6:
Part 9:

Standards or as technical
These sections o: €

accordingly.

General
General consideration (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology
Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under
committees)

the product

Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Installation and mitigation gudiqeling

Installation guidelines
Mitigation methods and devjees
Generic standards
Miscellaneous
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —

Section 15: Flickermetre — Spécifications fonctionnelles
et de conception

1 Domaine d’application et objet

La présente section de la CElI 61000-4 traite des spécifications fonctionnelles et™de conception

tolérables du flicker.

2 Références nor

Les documents S

document. Pour le¥ 1é

CEl 60068-2-31
chaleur humide

CEl 60068-2-14:1984, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’'essai et
de mesure — Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 15: Flickermeter — Functional and
design specifications

1 Scope and object

This section of IEC 61000-4 gives a functional and design specification ferflicker measuring
apparatus intended to indicate the c orrect flicker perception level fo aII pr agtical voltage
fluctuation waveforms. Information is presented to enable s ent to be
constructed. A method is given for the evaluation of flicker severity q i
flickermeters complying with this standard.

This section is based partly on work by the “Disturbances” W ' nternational
Union for Electroheat (UIE), partly on work of the IEEE, 3 Work within IEC itself.
The flickermeter speC|f|cat|ons in this sectlon relate o 3 S

inputs and 120 V, 60 Hz
under consideration.

The object of this section is to provid
of an analogue or digital flicker measur
flicker severity.

dated references |
the referenced

IEC 60068-2-1:199
IEC 60068-2

IEC 60068

IEC 60068-2-14:198

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test
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CEIl 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEIl 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 8: Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau

CEIl 61000-4-9:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 9: Essai d'immunité au champ magnétique impulsionnel

CEIl 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4:
de mesure — Section 11: Essais dimmunité aux creux de tensiop
variations de tension

echnigues d’'essai et

et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

CEl 61326-1:1997, Matériels électriqgues de et de laboratoire -

Prescriptions relatives a la CEM — Parti

pour les matériels utilisés sur des sites(ind

Uftriel

3.1 Généralité
La description ci-; MSNCE palement une installation analogique.

— simulatic c S la chaine lampe-oeil-cerveau;

— analyse iy mps réel, du signal du flicker et présentation des résultats.

La premiére tache
module 5.

esp’réalisée par les modules 2, 3 et4 dela figure 1 et la seconde par le

3.2 Module 1 — Adaptateur de tension d’entrée et circuit de vérification de I'étalonnage

Ce module contient un générateur de signaux utilisé pour vérifier I’étalonnage du flickermétre
sur le site, ainsi qu’un circuit d’adaptation de tens ion qui raméne a un niveau inter ne de
référence la valeur moyenne de la valeur efficace du fondamental de la tension d’entrée. Les
mesures de flicker, exprimées par un rapport donné en pourcentage, peuvent étre effectuées,
de cette maniére, indépendamment du niveau r éel de la tens ion d’entrée. Des prises sur le
transformateur d’entrée fixent les gammes convenables delatens ion d’entrée afin de
maintenir le signal d’entrée de I'adaptateur de tension a l'intérieur de la plage requise.

* A publier.
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IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 6: Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 8: Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-9:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 9: Pulse magnetic field immunity test

control and laboratory use — Electro-
rticular requirements for equipment

3 Description of t

3.1 General Q

— on-line statistical agalysis of the flicker signal and presentation of the results.

The first task is performed by blocks 2, 3 and 4 of figure 1, w hile the s econd task is
accomplished by block 5.

3.2 Block 1 - Input voltage adaptor and calibration checking circuit

This block contains a signal generator to check the calibration of the flickermeter on site and a
voltage adapting circuit that scales the mean r.m.s. value of the input mains frequency voltage
down to an internal reference level. In this way flicker measurements can be m ade
independently of the actual input carrier voltage level and ex pressed as a per cent ratio. Taps
on the input transformer establish suitable input voltage ranges to keep the input signal to the
voltage adaptor within its permissible range.

* To be published.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/e194e791-180d-4874-9261-4bc7b3e32efb/iec-61000-4-15-1997

-12 - 61000-4-15 © CEI:1997+A1:2003

3.3 Module 2 — Démodulateur quadratique

Le réle de ce module est de restituer la fluctuation de la tension en élevant au carré la tension
d’entrée ramenée au niveau de référence, simulant ainsi le comportement de la lampe.

3.4 Modules 3 et 4 — Filtres de pondération, élévation au carré et lissage

Le module 3 se compose de deux filtres en cascade et d’'un sélecteur de gamme de mesures,
qui peut étre placé avant ou apreés le circuit du filtre sélectif.

Le premier filtre élimine la c omposante continue de la tens ion de s ortie du dém odulateur
quadratique ainsi que la c omposante d’ondulation résiduelle dont la f réquence est double de
celle du réseau.

Le second filtre est un filtre de pondération qui simule la combinaison {e la réponse spectrale
d’une lampe a remplissage de gaz inerte a filament bi-spirale (60 N

120 V) avec lar éponse de I’ceil hum ain pour des fluctuations \si {( de Aension.

50 % des personnes soumises a I’expérience.

NOTE Une lampe a filament servant de réf érence pour|es réseau ait\une répons e en f réquence
différente et nécessiterait donc un réglage du filtre de pondératiop- 3 {

aussi vérifié que le fonctig
périodiques ainsi qu’av

La sortie du module 4

35 Module 5 —

y -
conduite en subdivisant I'amplitude du signal de niveau du flicker en un nombre approprié de
classes. Le signal de‘hiveau du flicker est échantillonné a une fréquence constante.

Chaque fois qu’une valeur adéquate est atteinte, on incrémente d'une unité le c ompteur de la
classe correspondante. On obtient, de cette maniére, laf onction de dis tribution des
échantillons du signal d’entrée. En c hoisissant une fréquence d’échantillonnage égale a au
moins deux fois la fréquence maximale du flicker, le résultat final, au terme de la période de
mesure, représente la dis tribution de la dur ée du niveau de f licker dans chaque classe. En
additionnant le contenu des compteurs de toutes les classes et en exprimant le total de chaque
classe par rapport au total général, on obtient la fonction de densité de probabilité des niveaux
de flicker.

A partir de c ette fonction, on obtient la f onction de probabilité cumulative utilisée dans la
méthode statistique d’analyse de la dur ée pendant laquelle un niveau donné est atteint. La
figure 2 illustre schématiquement la méthode d’analyse statistique limitée a 10 catégories, pour
simplifier la présentation.
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